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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE RESERVATÓRIO E DE EXPLORAÇÃO 

(MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO - STRICTO SENSU) 
 
 

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (EMENTA) 
 
 

Sigla: LEP1872  Nome: Técnicas Analíticas de Fluorescência (Frx) e Difração de Raios X (Drx) em 

Reservatórios de Petróleo 
 
Horas teórica: 34  Horas prática: 34  Horas extraclasse: 0   Carga horária total: 68 
Créditos: 3   Tipo de aprovação: Média/Frequência  

 
 
Ementa:  
 
1. Amostragem de rochas reservatório; 

2. Preparação de amostras; 

3. Espectrometria por fluorescência de raios X (FRX); 

4. Difratometria de raios X (DRX); 

5. Aplicações e Potencialidades da Técnica de Fluorescência e Difração de Raios X; 

6. Uso de software para análises. 

 
Conteúdo programático:  
 
1. Revisão de conceitos básicos de cristalografia: (Reticulado cristalino, Sistemas cristalinos, Índices de 

Miller, Estruturas de empacotamento mais comuns nos materiais metálicos); 
2. Revisão de conceitos básicos de cristalografia: (Reticulado cristalino, Sistemas cristalinos, Índices de 

Miller, Estruturas de empacotamento mais comuns nos materiais metálicos); 
3. Fundamentos das Técnicas de Fluorescência e Difração de Raios X; 
4. Intensidade dos Picos de Difração (Fatores de Correção); 
5. Construção de perfis (difratrogramas) usando os softwares EVA e TOPAS; 
6. Uso do software TOPAS: Introdução ao refinamento de Rietveld; 
7. Preparação de amostras para análises de Fluorescência e Difração de Raios X. 
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